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FUNC MUX REG

Circuit

TF DF | UT [FC(%) | FE(%)| TF | DF | UT|FC(%) | FE(%)| TF | DF | UT | FC(%) | FE(%)
84.99)  100| 1413 1284| 120 90.87 100
89.45  100| 1122 1090| 32 97.15| 100!

ex2 35396 35258| 138| 99.61  100| 3410/ 2898( 512
axd 30905 29788| 1117| 96.39) 100| 2180 1950( 230,

sehwa | 3970 3970 0| 100.00 100| 4794 4414 380 92.07) 100| 2960| 2704| 256 91.35 100
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TF | DF | UT |FC(%) |FE(%)| TF | DF | UT |FC(%) FE(%)| TF | DF | UT | FC(%) | FE(%)
ex2 26131 26006 125| 99.52| 100| 3811 3690| 121| 96.82  100| 1414| 1286| 128| 90.95| 100
exd 31694| 31690 4| 99.99| 100| 2407| 2404| 3| 99.88  100| 1154| 1154| 0[ 100.00) 100,
sehwa | 3932| 3932 0[ 100.00|  100| 5009| 4844| 165 96.71  100| 2960 2704| 256 91.35 100
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